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Для N приборов 
абсолютная погрешность:

Коэф. наклона – случайная величина
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Нормативная документация

Границы предельной
абсолютной погрешности:

Предельное  значение 
относительной погрешности:

N
Если k = 1, тогда P=0,683

Если k = 2, тогда P=0,955
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Для N приборов 
абсолютная погрешность:

Коэф. наклона – случайная величина

x
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Нормативная документация

Границы предельной
абсолютной погрешности:

Предельное  значение 
Приведенной погрешности:

Если k = 1, тогда P=0,683

Если k = 2, тогда P=0,955

N
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Для N приборов:
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Для j-го прибора проведем многократные измерения величины       (k штук):
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погрешности от гистерезиса

Для j-го прибора проведем многократные измерения величины       (k штук) 
при подходе снизу:

Для j-го прибора проведем многократные измерения величины       (k штук) 
при подходе сверху:
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Для j-го прибора проведем измерения величины       (k штук) при изменении 
температуры:

t
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0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

0,000 1,011 2,018 3,032 4,041 5,048 6,059 7,071 8,078 9,093

0,000 0,011 0,018 0,032 0,041 0,048 0,059 0,071 0,078 0,093

Имеется 10 новых вольтметров

1. Проведем измерительный 
эксперимент одним из 
вольтметров в 10 значениях 
измеряемой величины
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,010 5,015 5,025 5,020 5,030 4,990 4,980 4,985 4,970 4,975

0,010 0,015 0,025 0,020 0,030 -0,010 -0,020 -0,015 -0,030 -0,025

2 3 5 4 6 -2 -4 -3 -6 -5

Второе измерение:
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При k = 2, P = 0,955

1
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10 экземпляров амперметров с верхним пределом измерения 10 А

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

0,011 1,012 2,013 3,012 4,011 4,989 5,988 6,987 7,988 8,989

0,011 0,012 0,013 0,012 0,011 -0,011 -0,012 -0,011 -0,012 -0,011
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,010 5,015 5,025 5,020 5,030 4,990 4,980 4,985 4,970 4,975

0,010 0,015 0,025 0,020 0,030 -0,010 -0,020 -0,015 -0,030 -0,025

100 225 625 400 900 100 400 225 900 625

Второе измерение:

При k = 2, P = 0,955

Класс точности: 0,5
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10 экземпляров цифровых вольтметров с верхним пределом измерения 10 В:

1. Первое измерение:

Видно, что присутствуют аддитивные и
мультипликативные погрешности

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

0,0010 1,0011 2,0012 3,0013 4,0014 5,0015 6,0016 7,0017 8,0017 9,0019

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0010 0,0011 0,0012 0,0013 0,0000 0,0013 0,0012 0,0011 0,0010 0,0000

0,0010 0,0011 0,0012 0,0013 0,0000 0,0013 0,0012 0,0011 0,0010 0,0000

100 121 144 169 0 169 144 121 100 0

Второе измерение – находим аддитивную составляющую
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,0021 5,0034 5,0042 5,0050 5,0015 5,0015 5,0050 5,0042 5,0034 5,0021

0,0021 0,0034 0,0042 0,0050 0,0015 0,0015 0,0050 0,0042 0,0034 0,0021

11 23 30 37 15 2 38 31 24 21

Третье измерение:
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Класс точности: 0,6/0,025

При k = 2, P = 0,955
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